DIN EN ISO 18452:2016-09 (D)

Hochleistungskeramik - Bestimmung der Dicke keramischer Schichten mit einem
Kontaktprofilometer (ISO 18452:2005); Deutsche Fassung EN ISO 18452:2016

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 5
3 3= o 5
4 KUurzbeSChreibUung.... .o ssssssssssssssssssssssssessssssnsssms s ses 5
5 Prifumgebung ... 5
6 PrifeiNriChTUNG. ..o AR AR RS 6
6.1 L UC0) 1L LS 0] 00 ] (0] 44 L =) 6
6.2 L 0) 1L 1S T 0] 0 ) 6
7 o0 0 1) 7
7.1 1) 10 =) 10 T, 7
7.2 OberflichenbediNGUINEEN ... s sa s s s s s e 7
7.3 PN 012 111 00 Ul o a0 ) o, 8
8 10 1000001 ¥ 10 0 0 8
9 3= Q1T od 11111 1 9
10 Grenzen fir die StUfENNONE ... ————————————— 10
11 5 o 01 o (ol 0L 10
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